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TEMAT PRAKTYKI –ĆWICZENIA: „Badanie składników Slow Control System, dla detektora MPD (Multi-
Purpose Detector) - NICA (Nuclotron Ion Collider fAcility)”.

1. Teoretyczne przygotowanie z zakresu sterowania. � Poznanie i analiza działania układu. � Proponowana
funkcjonalność oprogramowania. � Metody testowania sytemu.

2. Zapoznanie się z projektem w ZIBJ w Dubnej.
3. Analiza działania sytemu.
4. Projekt procedur testowych.
5. Opracowanie wyników testów.
6. Analiza wyników testów, propozycje zmian, ulepszeń i nowych funkcjonalności systemu.

Wymagania wobec praktykanta:
- podstawowa wiedza z fizyki, elektroniki i informatyki
- posiadanie laptopa - opcjonalnie.
- umiejętność obsługi podstawowych aplikacji dla MS Windows,
- wskazana znajomość LabView, TANGO, SIEMENS SCADA

Literatura:

[1] „The MultiPurpose Detector –MPD to study Heavy Ion Collisions at NICA
(CDR Conceptual Design Report) Version 1.4; www.jinr.ru

[2] http://www.tango-controls.org/Documents/papers/icalepcs-2011

[3] https://www.automatyka.siemens.pl

[4] LabView: www.ni.com

Ćwiczenie dla 1-2 studentów –praktykantów.
Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres mailowy: scdubna2016@if.pw.edu.pl

Temat maila: Slow_Control_DUBNA_2016_Imię_Nazwisko

Summary



Oczekujemy, że Praktykant zaproponuje metodę pomiaru i odpowiedni minimalny zestaw aparatury do po-
miaru indukcyjności metodą techniczną za pomocą urządzenia firmy National Instruments NI my DAQ. Taki
zestaw należy oprogramować w LabView, Wykonać odpowiednie testy i pomiary. Także pełną dokumentację.
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